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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，財団法人国際超電

導産業技術研究センター(ISTEC)及び財団法人日本規格協会(JSA)から，工業標準原案を具して日本工業規

格を改正すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業規

格である。 

これによって，JIS H 7302:2000 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許

権，出願公開後の特許出願，実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について，責

任はもたない。 
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日本工業規格          JIS 
 H 7302：2009 
 (IEC 61788-2：2006) 

超電導－第 2 部：臨界電流の試験方法－ 
ニオブ 3 すず複合超電導線 

Superconductivity－Part 2:Critical current measurement－ 
DC critical current of Nb3Sn composite superconductors 

 
序文 

この規格は，2006 年に第 2 版として発行された IEC 61788-2 を基に，技術的内容及び対応国際規格の構

成を変更することなく作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格にはない事項である。 

複合超電導線の臨界電流は，超電導線の使用目的に応じた設計限界を決めるために用いる。超電導線の

使用条件は，材料特性によって決定する。この規格によって得た試験結果は，対象とする超電導線の適用

の可能性を判断するための重要な情報となる。 

この試験方法から得た結果は，製造条件，取扱い方法，経時変化，用途変更，使用環境などによる複合

超電導線の超電導特性の変化を検出するためにも適用できる。また，この規格に規定する注意事項を守れ

ば，この方法は，品質管理，受入試験又は研究目的の試験に適用できる。 

複合超電導線の臨界電流は，多くの変動因子に左右される。複合超電導線を試験し，使用するときは，

これらの変動因子を考慮しなければならない。磁界，温度，試料・電流・磁界の相対的方向などの試験条

件は，使用目的，対象とする試料，試験に要求される精度によって決定する。試験結果に異常があれば，

複数の試料について測定することが望ましい。 

この規格に網羅した試験方法は，銅安定化ニオブ・チタン合金複合超電導線の臨界電流の決定方法に関

する規格 (JIS H 7301[2]) とニオブ 3 すず複合超電導線の臨界電流に関する VAMAS（先進材料及び標準に

関するヴェルサイユプロジェクト）の標準化作業とに基づくものである。ニオブ 3 すず複合超電導線の臨

界電流は，銅安定化ニオブ・チタン合金複合超電導線に比べて，機械的なひずみに極めて敏感であること

で知られている。したがって，試験試料のひずみ状態に影響を与える試験手順に関して幾つかの制限が施

されている。これらの制限の背景については，附属書 B を参照されたい。 

 

1 適用範囲 

この規格は，銅対非銅部の体積比が 0.2 以上のブロンズ法，又は内部すず法によって作製したニオブ 3

すず複合超電導線（以下，Nb3Sn 複合超電導線という。）の臨界電流（以下，Ic という。）試験方法につい

て規定する。 

この試験方法は，上部臨界磁界の 0.7 倍以下の磁界において，Ic が 1 000 A 未満，n 値が 12 以上の超電導

線に適用する。Nb3Sn 複合超電導線は，断面積が 2 mm2 未満のモノリシック超電導線とする。この試験方

法に用いる試料の形態は，誘導的に巻いたコイル状のものとする。 

Ic が 1 000 A 以上か，又は断面積が 2 mm2 以上の大きな Nb3Sn 複合超電導線においても，この試験方法


